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Priloga 2: Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme (obrazec 13)		
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM[footnoteRef:1] [1:  Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.] 


Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

[bookmark: Besedilo13]Naziv ponudnika:      

[bookmark: Besedilo14]Naslov ponudnika:      

Predmet javnega naročila: Nabava 3D laserskega skenirnega konfokalnega mikroskopa

Oznaka javnega naročila: 302/21 – RIUM9-FERI03.7/2020

NAVODILO:
· Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.
· Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

[bookmark: _Hlk35971411]Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava 3D laserskega skenirnega konfokalnega mikroskopa« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:
	
	OPREMA

	Št.
	ZAHTEVANO
	PONUJENO[footnoteRef:2]  [2:  Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.] 

	DOKAZILO[footnoteRef:3] [3:  Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.] 


	1
	Mikroskop:

	
	1. 16-bitna fotopomnoževalka za lasersko skeniranje s tehniko enojne luknjice (»single pinhole technique«)
	· DA
	· NE
	

	
	1. Laserski vir za izvajanje meritev: površinsko skeniranje z  vijoličnim laserjem ter konfokalni optični sistem z dvema svetlobnima viroma (laser/bela svetloba), od katerih vsak omogoča 3D skeniranje
	· DA
	· NE
	

	
	1. Nabor priloženih leč, zavedenih v spodnji tabeli:
	Objektivna leča
	Delovna razdalja [mm]

	5x
	≥ 20

	10x
	≥ 15

	20x
	≥ 10

	50x
	≥ 5

	50x
	≥ 0,35 ≤ 0,4

	100x
	≥2



	Nabor leč:
	· DA
	· NE
	

	
	1. Motoriziran pomik X in Y osi
	· DA
	· NE
	

	
	1. Pomik po X in Y-osi : ≥ 100 mm
	Pomik po X-osi: ________ mm
	

	
	1. 
	Pomik po Y-osi: ________ mm
	

	
	1. Pomik po Z-osi: ≥ 25 mm
	Pomik po Z-osi: ________ mm
	

	
	1. Višina vzorca: ≥ 50 mm
	Višina vzorca: ___________ mm
	

	
	1. Najmanjše vidno polje manjše ali enako 18 μm in največje vidno polje večje ali enako 4000 μm
	Najmanjše vidno polje: _____________ μm
Največje vidno polje: _____________ μm
	

	
	1. Zaslonska ločljivost po višini enaka ali boljša od 0.5 nm
	Zaslonska ločljivost po višini: ___________ nm
	

	
	1. Zaslonska ločljivost po širini enaka ali boljša od 1 nm
	Zaslonska ločljivost po širini: ___________ nm
	

	
	1. Točnost mikroskopa za Z-os:  0.2 + L/100 μm ali boljša
	Točnost mikroskopa za Z-os: ___________ μm
	

	
	1. Točnost mikroskopa za X in Y osi: XY: ± 2,0 % ali boljša
	Točnost mikroskopa za X in Y osi: ___________ %
	

	
	1. 3D skeniranje kotov na vzorcu enakih ali večjih od 80 stopinj
	· DA
	· NE
	

	
	1. Lasersko 3D skeniranje in analiza optično transparentnih (prozornih) vzorcev
	· DA
	· NE
	

	
	1. Avtomatska navigacija za zanesljivo pozicioniranje pri visokih povečavah
	· DA
	· NE
	

	
	1. Avtomatsko merjenje in analiza vstavljenega vzorca
	· DA
	· NE
	

	
	1. Možnost programiranja nastavitev za avtomatsko analizo vzorcev
	· DA
	· NE
	

	
	1. Osvetlitev vzorca z obročno razsvetljavo ali polarizirano razsvetljavo
	· DA
	· NE
	

	
	1. Krmilnik za mikroskop
	· DA
	· NE
	

	
	Računalnik za nadzor mikroskopa:

	
	a) Namenski računalnik z pred-nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 Professional 64-bit oz. enakovreden ali novejši
	· DA
	· NE
	


	
	b) Monitor: ≥ 23” HD
	· DA
	· NE
	

	
	c) Pred-nameščena  vsa potrebna programska oprema za delovanje in nadzor mikroskopa na namenskem računalniku
	· DA
	· NE
	

	
	d) Neomejena licenca in možnost neomejenega števila namestitev za programsko opremo namenjeno nadaljnjemu obdelovanje in meritve zajetih slik
	· DA
	· NE
	

	
	Zajem in obdelava slike:

	
	1. Možnost pripenjanja barvne teksture iz 2D slike na 3D sliko (kombinacija laserskega skeniranja s sliko zajeto z virom na osnovi bele laserske svetlobe)
	· DA
	· NE
	

	
	1. Različne meritve na 2D in 3D  zajetih slikah, kot so meritve debeline plasti, prerezov, razlike v višini, ipd.
	· DA
	· NE
	

	
	1. Merjenje volumna in stopnične višine (»step height«) vzorca
	· DA
	· NE
	

	
	1. Barvna rekonstrukcija 3D skeniranih vzorcev
	· DA
	· NE
	

	
	1. Kompenzacija nagiba pod naklonom postavljenih vzorcev
	· DA
	· NE
	

	
	1. Analiza prereza na sleherni lokaciji zajete slike vzorca
	· DA
	· NE
	

	
	1. Avtomatska analiza različnih vzorcev (primerjava vzorcev)
	· DA
	· NE
	

	
	1. Merjenje debeline tankih plasti
	· DA
	· NE
	

	
	1. HDR funkcija (slika z visokim dinamičnim območjem)
	· DA
	· NE
	

	
	1. Globinska kompozicija slike
	· DA
	· NE
	

	
	1. Nastavitve avtomatskih meritev zajete slike
	· DA
	· NE
	





	Kraj in datum:
	Žig:
	Podpis odgovorne osebe:

	[bookmark: Besedilo16]     
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